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Toplant1 Icerigi:

14.Toplantinin konu bagliklar1 ‘Agenda’ ekinde gosterilmekte olup, iki giin boyunca her bir
konu basliklar1 belirli siireyle Calisma Grubu(WG) tiyeleri arasinda detayli olarak goriisiilmiis
olup, hazirlanacak olan Teknik Brosiiriin(TB) genel hatlar1 olusturulmustur.

Iletim Sistemleri iizerine etkisi agisindan bakildiginda, dagitim sebekesindeki rezistif
yiiklerin, gii¢ elektronigi destekli yiiklerle degistirilmesi sonucu ‘rezonans’ frekansinin
degerinin sebeke frekansina dogru kaymasi veya Iletim Sistemi kisa devre seviyesi(Fault
Level)’nin azalmasi yine ‘rezonans’ frekansmin sebeke frekansina dogru kaymasi sonucu
sebekeye etkisi dikkate almmahdir. Ozellikle sebekeye dahil edilecek HV/EHV kablolarmimn
uzunluklarmin ‘rezonans’ frekansi lizerindeki etkisi asagidaki sekilde(Fig.1) gosterilmistir;
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Kararli durum Gii¢ Kalitesi parametrelerinin yazilim programlariyla modellenmesi esnasinda
iletim veya dagitim sebekelerine enjekte edilen noktalarda ‘akim kaynag1i® modellemesi
yapilirken farkh frekanslarda, gerilime bagh akim kaynaklar1 seklinde olmasinin alt1
cizilmigtir!

Iletim Sebeke sahipleri tarafindan bir diger 6nemli noktanm yeni teknoloji aydmlatma
cthazlarmin(6érnegin, LED) kullanilma miktarlarinin giderek arttigi asagidaki grafik(Fig.2)
ornek olarak verilmistir;
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Aydmlatma da kullamilan LED tipi cihazlarm eski tip 60 W tungsten lambalar ile
karsilastirildiginda kirpigmaya neden olan gerilim dalgalarinin frekans1 25Hz’den daha fazla
oldugu i¢in LED tipi cihazlarm kirpigsmalar1 daha yiiksek frekanslarda ‘hassas’ olacaktir!

Toplantida konusulan bir baska 6nemli nokta ise IEC 61000-2-2 standardinda verilen Kisa
Stireli Fliker(Pst) etki degerinin ‘%20 civarinda arttirllma’ diisiincesinin  Cigre’nin bir
Calisma Grubun’da(C4.111 ) dile getirildigi ve bu diisiincenin LED lamba iireten firmalar
tarafindan da desteklendigidir ancak, bu diisiince Dagitim Sistemi sahipleri tarafindan sicak
olarak bakilmamaktadir; LV ‘uyumluluk’ seviyesinin gevsetilmesi yerine IEC 61000-4-15
Kirpismadlger metodu’nun degistirilmesi sebeke sahiplerinin tercihi olsa da, bu asamada
heniiz bir karara varilmamuistir.

Iki giinliik toplantinin son kisminda, kararli durum gii¢ kalitesi parametreleri i¢in(Harmonik
Gerilimi, Fliker, Gerilim Dengesizligi) yapilan diizenli 6lgiimler sonucunda kademeli olarak
seviyeler artryorsa(Fig.3) bunun Iletim/Dagitim Sistemi PLANLAMA sorunundan, yapilan bu
Olgtimlerde ani degisimler gozleniyorsa bunun sistem operasyonu sorunundan kaynaklandigi
diisiincesi agir basmaktadir.
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Toplantinn sonunda WG iiyeleri, Dresden Teknik Universitesi-Elektrik Gii¢ Miihendisligi
ogretim gorevlilerinden Prof.Jan MEYER ile birlikte ilgili laboratuvarlara ziyaretler yapilmis
olup ve ¢ekilen fotograflar ektedir.

Toplantiya iliskin Degerlendirme:

Bu veya benzeri ¢calisma gruplarinda yer almanin ve g¢alismalar sonucu hazirlanan teknik
raporlarin ilgili projelere uygulanmasinin ve uluslararasi standartlarin(6zellikle Avrupa
Normlari-EN) takibinin hem Tesekkiilimiiz agisindan ve hem de iilkemiz agisindan dneme
sahip olacag diistiniilmektedir.

Bir sonraki Toplant1 Yeri ve Tarihi:

Calisma Grubu tiyeleri tarafindan kabul edilen, sonraki toplant: tarihleri ve yerleri asagida
sunulmustur;

Toplant1 No.15: 14-15 Temmuz,2016- Boston/ABD
Toplant1 No.16: August,2016(Paris Session)-Fransa
Toplant1 No.17: 17-18 Ekim,2016-Brezilya

Ek-Laboratuvar Ziyareti Fotograflari:
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